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Fabricacion de semiconductores - Produccion
avanzada y flujo de procesos

RESUMEN DEL CURSO

Actividad 1: Resumen del proceso
Estructura de FAB y salas limpias
Familias de procesos de fabricacién basicos
Fases FEOL MOL y BEOL
Flujo de semiconductores paso a paso
Viaje y transporte de obleas

Control de procesos y pruebas continuas

Actividad 2 Preparacion de obleas
Creacion de lingotes de silicio monocristalino
Corte y orientacién de obleas
Dopaje tipo Ny tipo P
Métodos y retos de limpieza
Crecimiento de capas protectoras de 6xido

La interfaz critica de éxido

Actividad 3 Dopaje implantacion y recocido
Principios de dopaje del silicio puro
Dopantes de boro fésforo y arsénico
Implantacién de iones paso a paso
Control de concentracion y profundidad
Recocido térmico para reparar la red

Activacion de dopantes y difusion atdomica

Actividad 4 Litografia
Definicion de geometria con litografia
Recubrimiento con fotorresistencia sensible
Quimica fotorresistente y recubrimiento por rotacion

Alineacion de mascaras y exposicion
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Replicacion de patrones en la oblea

Gestion de limites de resolucién

Actividad 5 Grabado
Transformacion de planos en estructuras fisicas
Grabado por plasma seco en vacio
Grabado humedo en bafio quimico liquido
Perfiles de grabado anisotrdpico e isotrépico
Selectividad de grabado y control

Protocolos de seguridad y bloqueos

Actividad 6 Deposicién de capa fina
Importancia de las capas ultrafinas
Alineacidn epitaxial y crecimiento cristalino
Mecanismos de deposicién quimica de vapor
Pulverizacién y deposicidn fisica de vapor
Proceso ciclico de deposicidn de capas

Medicién y control del espesor

Actividad 7 Integracion de procesos y rendimiento
Construccidn de capas de forma secuencial
Dependencias de pasos e integracién
Definicion de rendimiento y costes
Seguimiento de defectos en dispositivos
Identificacion de pasos criticos de rendimiento

Investigacion y correccidn de caidas

Actividad 8 Metrologia y control de procesos
Deteccién de defectos con metrologia precisa
Mediciéon de dimensiones criticas y superposicion
Técnicas de metrologia dptica y electrénica
Metrologia eléctrica para funcionalidad del dispositivo
Mapeo inspeccién y clasificacion de defectos

Control estadistico de procesos y graficos

® Nota importante: Este esquema estd sujeto a cambios.
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